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前  言
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半导体集成电路
低电压差分信号电路测试方法

1 范围

本标准规定了半导体集成电路 低电压差分信号(LVDS,lowvoltagedifferentialsignaling)电路(以
下称为“器件”)静态参数、动态参数测试方法的基本原理。

本标准适用于低电压差分信号电路静态参数、动态参数的测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T17574—1998 半导体器件 集成电路 第2部分:数字集成电路

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
脉冲时滞 pulseskew
同一通道内,输出由低电平到高电平的传输延迟时间与输出由高电平到低电平传输延迟时间的

差值。

3.2 
通道间时滞 channel-to-channelskew
针对多通道器件,不同通道间传输延迟时间的差值。

3.3 
眼图 eyediagram
用余辉的方式累计叠加显示采集到的串行信号的比特流的结果,叠加后的图形为眼孔状。

3.4 
眼图高度 eyediagramheight
眼图在垂直方向张开的幅度。

3.5 
眼图宽度 eyediagramwidth
眼图在水平方向张开的幅度。

3.6 
抖动 jitter
信号在某个时刻,相对于其理想时间位置上的短期偏离。

3.7 
确定性抖动 deterministicjitter
由可识别的干扰信号造成的,该抖动幅度有限,具备非随机的产生原因。
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